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摘要(译)

本发明提出一种超声成像系统和方法，用于通过使用剪切波来测量对象
中的感兴趣区域的特性，其中超声探头被配置为顺序地发送到多个焦点
中的每一个（ 320）。 ，322,324 ）在感兴趣的区域，推动脉冲（ 
310,312,314 ）用于产生剪切波（ 330,332,334 ），多个焦点中的每一
个具有相互不同的深度值（z 2， 3 ），并接收超声回波信号与多个焦点
中的每一个相邻（ 352,354 ）;剪切波检测器被配置为基于所接收的超声
回波信号，为多个焦点中的每一个导出指示所生成的剪切波的特性的第
一参数;并且属性估计器被配置为根据导出的第一参数估计指示感兴趣区
域342的属性的第二参数。
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